AFP-Seminar Uberblick: Methoden Vorlage 5

I11. Bildgebende Verfahren 1: EM
Raster-Elektronenmikroskopie (REM=SEM)

Elektronenstrahl

Deflektoren

Scan-Generator

Deflektoren

I TG

Detektor

CRT-Display

Probenhalter Signal-Verstarker
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Hochaufgeléste Durchstrahlungs-Elektronenmikroskopie (HRTEM)
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Prinzipaufbau des TEM Strahlengéinge im TEM
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TEM-Aufnahme einer Zwillingsebene Durchstrahlungsaufnahme von chloriertem
(entlang (001)) in YTaOy4 (links oben: Kupferphthalocyanin (500 kV, Aufnahme 1
Beugungsmuster) c-Achse )



